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Lasery impulsowe znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach nauki i przemysłu dzięki 
możliwości dostarczenia dużych mocy szczytowych światła w ściśle kontrolowanych odstępach 
czasowych. Szczególnym przypadkiem lasera impulsowego o znaczeniu metrologicznym jest optyczny 
grzebień częstotliwości, którego wszystkie składniki widmowe są stabilizowane do wzorców 
częstotliwości [1]. Ta cecha pozwala na wykorzystanie go jako źródła odniesienia do charakteryzacji 
arbitralnych źródeł impulsowych, a zwłaszcza tych niestabilnych. Interakcja na fotodetektorze 
pomiędzy laserem badanym (LUT), a odniesienia (LO), polega na optycznej heterodynie w układzie 
eksperymentalnym spektrometru dwugrzebieniowego [2]. Wymaga to oczywiście zgodności długości 
fal źródeł i minimalnego odstrojenia ich częstotliwości repetycji, co ogranicza użycie tej techniki 
na szerszą skalę. Zamiast optycznej interferometrii, proponujemy wykorzystanie detekcji 
dwufotonowej [3], która jest nieczuła na fazę optyczną (Rys. 1a). W tej technice, korelacja wzajemna 
pomiędzy polami elektrycznymi zastąpiona jest korelacją wzajemną intensywności (IXC, Rys. 1b). 
Absorpcja dwufotonowa znosi nie tylko wymaganie zgodności długości fal, ale również pozwala 
na warunkowe przekroczenie ograniczenia Nyquista. Używając tej techniki, badamy generację 
impulsów w niestabilnych oscylatorach laserowych, które wytwarzają grupy związanych impulsów 
zwanych cząsteczkami solitonowymi. Stan ten jest trudny do zdiagnozowania korzystając 
z klasycznych optycznych analizatorów widma oraz optycznych autokorelatorów ze względu 
na ograniczenia rozdzielczości instrumentów, które są zniesione w technice korelacji wzajemnej 
intensywności (Rys. 1c). Zaprezentujemy również pomiary z niestabilizowanym źródłem LO. 
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Rys. 1. (a) Układ eksperymentalny: PD – fotodetektor, FDP – filtr dolnoprzepustowy, W – wzmacniacz. (b) Schematycznie 
przedstawiona interakcja impulsów na fotodetektorze dwufotonowym. (c) Pomiar korelacji intensywności dla lasera 
generującego 4 związane impulsy o wewnętrznym odstępie 88 ps i zewnętrznym 854 ps. 
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